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. CEL CWICZENIA

pomocg dwoch multimetrow) oraz miernikiem RLC. Koncowym zadaniem jest porownanie wynikow

Celem ¢wiczenia jest wyznaczenie wlasciwosci cewki metodg techniczng (realizowang za

uzyskanych za pomocqg obu metod.

II. ZAGADNIENIA

1.

AR

Pomiar rezystancji w uktadzie statopradowym i zmiennopradowym.

Pomiar rezystancji metoda podstawienia.

Metoda techniczna pomiaru impedanc;ji.

Metoda posredniego pomiaru indukcyjnos$ci i dobroci.

Pomiar mostkiem statoprgdowym i zmiennopragdowym.

Analiza niepewnosci pomiaru rezystancji, modutu impedancji, indukcyjnosci 1 dobroci.

I1Il. PROGRAM CWICZENIA

1. Zmierzy¢ multimetrami charakterystyczne wiasciwosci badanej cewki

a. rezystancje cewki przy pradzie statym Rpc (multimetrem elektronicznym),

b. wyznaczy¢ modut impedancji cewki Z metoda techniczng zmiennopradowa,

c¢. wyznaczy¢ indukcyjnos¢ L 1 dobro¢ cewki Q znajac Rpc 1 Z.

2. Zmierzy¢ miernikiem RLC charakterystyczne wtasciwosci badanej cewki.

3. Porowna¢ wyniki uzyskane multimetrami z wynikami uzyskanymi miernikiem RLC.
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Tab. 1. Specyfikacja przyrzqdow pomiarowych

Woltomierz cyfrowy

Typ Nr Zakres Doktadno$¢
2=
b=
c=
d
Amperomierz cyfrowy
Typ Nr Zakres Doktadno$¢
2=
b=
c=
d
Omomierz cyfrow
Typ Nr Zakres Doktadno$¢
a
d=
Generator

Zakres napigcia

Typ Nr wyjciowego Czgstotliwos¢ wyjsciowa
Miernik RLC
Typ Nr Zakres Doktadnos¢

IV. PRZEBIEG CWICZENIA

CEWKA L1
1. POMIARY WELASCIWOSCI CEWKI METODA TECHNICZNA (Rpc, Z, L, Q)
1.1 Pomiar rezystancji cewki Rpc w ukladzie stalopradowym — ( multimetrem elektronicznym )

Odczyt z multimetru Rpc=............ [Q] , wspotczynniki a=...... C=.ueee d= ......

BMD = a- Roc| +cd =
100

. BMD
Niepewnos¢ standardowa u (R,)-) = ——— =

V3

Niepewno$¢ rozszerzona dla p =0,95 k=2 U=2u(Rpe)= veverrnn.
Wynik pomiardw Rpc =  .oeevvnnnnn H e iiieenn. [Q]
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1.2 Pomiary metodq techniczng wlasciwosci cewki w ukladzie zmiennopradowym
(D
RDC
Generator
f =100 — 1000 Hz ° z Q

Ls

Badana cewka

Rys. 1. Uktad do pomiaru impedancji cewki metodq techniczng
Impedancje cewki Z mierzono w uktadzie poprawnie mierzonego......................... (rys. 1)
1.2.1 Wyniki pomiarow i obliczen:

Uac

IAC

7 =

Tab. 2. Wyniki pomiarow i obliczen

f Uac Iac Z

[Hz] V] [mA] [Q]

Obliczenie wartosci indukcyjno$ci Lg mierzonej cewki

__
Y2 f

2

L Z’—R,.

Obliczenie warto$ci dobroci mierzonej cewki Q

0, =—= gdzieccw =27 f
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Tab. 3. Wyniki obliczen indukcyjnosci i dobroci badanej cewki

F

Ls

[Hz]

[H]

2. POMIARY WELASCIWOSCI CEWKI MIERNIKIEM RLC

Miernik RLC
f =100 Hz, 120 Hz,
1000 Hz

~N
2
Badana cewka

Rys. 2. Ukiad zastepczy cewki do pomiaru miernikiem RLC

2.1 Wyniki pomiarow wlasciwosci cewki miernikiem RLC

Tab. 4. Wyniki pomiarow i obliczen

f Rpc Z L, Q
[Hz] [Q] [Q] [H] [-]

2.2 Porownanie wyznaczonych parametrow badanej cewki

Na podstawie wynikow otrzymanych obiema metodami pomiarowymi sporzadzi¢ wykresy impedanc;ji

(rys. 3a) i indukcyjnosci (rys. 3b) w funkcji czestotliwosci.
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Rys. 3a. Impedancja w funkcji czestotliwosci Rys. 3b. Indukcyjnos¢ w funkcji czestotliwosci

CEWKA L2

1. POMIARY WEASCIWOSCI CEWKI METODA TECHNICZNA (Rpc, Z, L, Q)

1.2 Pomiar rezystancji cewki Rpc w ukladzie stalopradowym — ( multimetrem elektronicznym )

Odczyt z multimetru Rpc=............ [Q], wspotczynniki a=...... C=.unee d=......
R
BMD = a- Roc +cd =
100
BMD

Niepewnos¢ standardowa u (Rp-) = T =

Niepewno$¢ rozszerzona dla p =0,95 k=2 U=2u(Rpc)= vrrerrnnn
Wynik pomiarow Rpc =  .oeeeveennnnn He iiiiene. [€Q]

1.2 Pomiary metoda techniczna wlasciwosci cewki w ukladzie zmiennopradowym
Q=
. Boc
Generator
f =100 - 1000 Hz ° z Q

Rys. 1. Uktad do pomiaru impedancji cewki metodq techniczng
Impedancje cewki Z mierzono w uktadzie poprawnie mierzonego......................... (rys. 1)

Badana cewka

[ ]
—
wn
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1.2.1 Wyniki pomiarow i obliczen

UAC

]AC

/=

Tab. 2. Wyniki pomiarow i obliczen

f Uac Iac Z

[Hz] [Vl [mA] [Q]

Obliczenie warto$ci indukcyjnosci Ly mierzonej cewki:

__1
2 f

2

L 7 —R,.

Obliczenie wartosci dobroci mierzonej cewki Q

0, = s gdziecw =27 f

Tab. 3. Wyniki obliczen indukcyjnosci i dobroci badanej cewki
f L Q

[Hz] [H] [-]
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2. POMIARY WELASCIWOSCI CEWKI MIERNIKIEM RLC

Miernik RLC
f =100 Hz, 120 Hz,
1000 Hz

2
Badana cewka

2.1 Wyniki pomiaréw wlasciwosci cewki miernikiem RLC

Tab. 4. Wyniki pomiarow i obliczen

Rys. 2. Ukiad zastepczy cewki do pomiaru miernikiem RLC

f

Rpc

[Hz]

[€2]

[€2]

[H]

[-]

2.2 Poréwnanie wyznaczonych parametrow badanej cewki
Na podstawie wynikow otrzymanych obiema metodami pomiarowymi sporzadzi¢ wykresy impedancji
(rys. 3a) i indukcyjnosci (rys. 3b) w funkcji czgstotliwosci.

Rys. 3a. Impedancja w funkcji czestotliwosci Rys. 3b. Indukcyjnos¢ w funkcji czestotliwosci
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V. WNIOSKI

VI. PYTANIA KONTROLNE

1. Narysuj schemat do pomiaru impedancji metodg techniczna.

W jaki spos6b wybiera si¢ rodzaj metody technicznej pomiaru rezystancji zapewniajacy

najmniejszy btad systematyczny metody?

. Co wplywa na wartos¢ niepewnosci standardowej ztozonej pomiaru indukcyjnosci metoda

posrednia?
Narysuj schemat oraz omow pomiar indukcyjnosci mostkiem Maxwella Wiena?
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